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100,0 mm? Siliziumfotodiode, UV verstarkt

Silicon Photodiodes

Produkt #53-377 [(EXA00)
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+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-4 €207,00 stlickpreis
Stk. 5+ €184,00 stlickpreis
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SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Typ:
Unbiased

Typische Anwendungen:
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Low light levels, wide spectral bandwidth response

Anstiegszeit (us):
59 @0 V50 Q, 254nm

Modellnummer:

UV-100
Hinweis:
UV Enhanced Response
Schutzfenster:
Quartz
Gehduse:
BNC

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aktive Azche (mm?):
100.0

Aufbau:
Inversion Layer

AuBendurchmesser (Zoll):
0.98

Lange der Anschlussstifte (Inch):
BNC

Optische Eigenschaften

Detektivitit (cmHz'/2/W):
222x102@0V, 254nm

Elektronische Spezifikationen

Anschlusskapazitit (pF):
4500 @0V
Ableitwiderstand @ V=-10mV (MQ):
10.00
Empfindlichkeit bei 254 nm (AW):
0.14
Rauschiquivalente Leistung NEP (W/ Hz"/2):
45x1013
Umwelt & Haltbarkeit
Betriebstemperatur (°C):
-10to0 60

Konformitat mit Standards

Konformititszertifikat:
Anzeigen

PRODUKTDETAILS

o UVerstarkt, blau verstarkt und normale Antwort
o Aktive Flzchen von <1 bis 100 mm?
e Halterungen mit C- und S-Mount verfugbar

Aufgrund des photovoltaischen Effekts und einem kleinen Energieabstand zwischen Valenz und Leitungsband, kénnen Detektoren Lichtenergie in elektrischen Strom umwandeln. Licht mit einer gentigend groRen Energie
kann ein Elektron des Detektors so anregen, dass es vom Valenz ins Leitungsband wandert. Dies resultiert in einer Ladungsansammlung und einem Stromfluss in einem externen Kreislauf. Da Licht nicht die einzige
Energiequelle ist, die ein Elektron anregen kann, flieRt in den Detektor zusatdich Strom, der nicht durch Licht erzeugt wurde. Zum Beispiel kann die Schwankung thermischer Energie leicht irtimlicherweise fur eine
Lichtintensitatsschwankung gehalten werden. Es gibt eine Vielzahl dieser "nicht-Licht"-Einfliisse und addiert ergeben sie das Rauschen der Detektoren.

Der Quotient aus Ausgangssignal und Rauschlevel wird als Signal-Rausch-Verhalinis (SNR) bezeichnet. Uber das SNR kann festgestellt werden, ob das Rauschen eine bestimmte Anwendung beeintréchtigt. Obwohl
Rauschen eine der Schliisselcharakteristika der Detektoren ist, bestimmt es nicht allein die Wahl des passenden Detektors.

Verschiedene Betriebsarten:

Unbiased, ohne Vorspannung: Bei diesem Betrieb wird keine externe Vorspannung an die Fotodiode angelegt. Da Dunkelstrom eine Funktion der Vorspannungshéhe ist, wird der Dunkelstrom und somit das Rauschen
eliminiert. Die &quivalente Rauschleistung sinkt und ermdglicht eine hhere Empfindlichkeit im unteren Wellenldngenbereich. Dies ist ideal fiir die Detektion schwacher Signale. Ein Nachteil ist die geringfiigig niedrigere
Empfindlichkeit fir den oberen Wellenldngenbereich (siehe Diagramm).

Biased, mit Vorspannung: Bei diesem Betrieb wird eine Spannung in Sperrrichtung an die Fotodiode angelegt. Dies resultiert in einer Reihe von Vorteilen, so wird z B. eine schnellere Anstiegszeit erreicht. Dies macht diesen
Typ passend fur Anwendungen im hochfrequenten Bereich. Ein Nachteil ist der Anstieg des Dunkelstroms mit der angelegten Spannung, sodass Rauschen im System entsteht.

Fur #53-374 gilt: Das Gehause ist groRer als ein Uberlicher BNC-Anschluss. Der maximale duflere Gehdusedurchmesser ist 1,675", typischerweise ist er bei BNC 0,975".

TECHNISCHE INFORMATIONEN


http://www.edmundoptics.de/f/c-and-s-mount-diode-mounts/39571/
http://www.edmundoptics.de/search/?criteria=53-374

BNC Mount
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